Pracovisté pro vyzkum povrchovych interakci na kovech (oddéieni chemické fyziky — skupina
laserové spektroskopie a fotochemie)

Kontakt: Ing. Jan PlSek, Ph.D.
T.: 266053546, 26605367; e-mail jan.plsek@jh-inst.cas.cz

Pristrojové vybaveni:
(1) Autoemisni mikroskopie elektronovd (FEM - Field Emission Microscopy) a iontova (FIM - Field Ion
Microscopy)
Autoemisni mikroskopy FEM a FIM jsou zaloZeny na tunelovém efektu, ktery je mozno pozorovat na povrSich
elektricky vodivych vzorki pii intenzité vlozeného elektrického pole #adu 10* Vem™. Takové intenzity se
dosahne pfi pouziti laboratornich zdroji vysokého napéti (U ~ 25 kV) v okoli velmi ostrych hrotti o poloméru
koncového zakfiveni fadu 10™ cm. V zafizeni FEM je zaporné nabity hrot umistén v ultravysokovakuové
aparatuie (tlaky p ~ 10 Pa), a emise elektront z koncového vrchliku vytvoii na fluorescenénim stinitku obraz,
ktery v podstaté reprezentuje mapu rozlozeni vystupni prace. V ptipadé¢ FIM neni mezi hrotem a stinitkem
ultravysoké vakuum (UHV), ale pouze mirny tlak (p ~ 10° Pa) zobrazovaciho plynu, obvykle helia nebo
neonu. Pfi aplikaci elektrického pole obracené polarity nez u FEM dochazi v blizkosti povrchovych atomt
na vrchliku hrotu k jejich ionizaci. Vzniklé kladné ionty potom na stinitku zobrazi mista svého vzniku.
Obraz je zachycen citlivou CCD kamerou s vysokou kvantovou ucinnosti, 16 bitovou digitalizaci a nizkym
Sumem.

Autoemisni elektronova mikroskopie | | Autoemisni iontova mikroskopie

fluorescenéni
stinitho _ 445y

= fluorescenéni
=, stinitko

kanalkov +750V
desti¢ka
tlak zhytkovych plyni I",
p~10%Pa Vo | i zobrazovaci Eastice - @
Al Eladng nabite ionty 11
zobrazovaci Sstice - @ | | i zobrazovaci plyn @ \ | [t
elekirony x‘ l ‘ tlak p~10°* Pa l \ l | .
\ IR I I > vysokonapét'ovy
\ | | vysokonapét'ovy & A | zidroj (25 KV)
\ adroj a 0 kV) o, X ] -
vzorek: ostry hrot
vzorek: ostry hrot
= 50U nm * 4; 50 nm . )
Schéma principu autoemisnich mikroskopi UHV aparatura autoemisnich mikroskopt

(2) Teplotné programovana desorpce (TPD - Temperature Programmed Desorption)

V této technice se adsorbuje plyn na povrchu studovaného materialu pii
urcité teploté a po adsorpci je teplota vzorku programove zvysSovana. S
rostouci teplotou adsorbované ¢astice postupné desorbuji a jsou
monitorovany kvadrupoélovym hmotovym spektrometrem (QMS 200 M1,
Prisma, Pfeiffer). Ze ziskanych desorp¢nich spekter pak lze identifikovat
jednak druh desorbované Castice a také urcit aktivacni energii desorpce.

Kratky popis zaméfeni pracoviste:

Pracovisté se zabyva studiem elementarnich molekularnich mechanismi h
Jjednotlivych katalytickych procesti na povrsich kovii. V souc¢asné dobé UHV aparatura teplotné proramované
je vyzkum vénovan modelovym vicesloZkovym systémim (kovové resp. desorpce

bimetalické nanoc¢astice nanesené na oxidickém nosic¢i). Pozornost je soustfedéna na tlohu faktorti jako
napft. stupen defektnosti struktury nanocastic ovliviitované: a) disipaci energie exotermnich elementarnich
krok (pfi jejich formovani a pfi vlastnich povrchovych reakcich), b) tepelnym opracovanim. Komplexni
pristup k feseni studovanych problémt je postaven na kombinaci riznych experimentélnich technik: na
mikroskopické tirovni jsou to techniky autoemisni mikroskopie a na makroskopické urovni techniky
teplotné programované desorpce a spektroskopie XPS.



